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Abstract (en)
[origin: WO8402580A1] A VLSI integrated circuit chip (10) includes integral test circuitry formed on the chip. The test circuitry includes a shift register
(20) comprising a plurality of latches located adjacent the input/output pads (14) of the chip (10). Control circuitry (18) is included which causes test
data to be serially entered into the shift register (20) and then clocked into the internal circuit (12) of the chip (10) in order to test the chip operation.
The output signals generated by the internal circuit (12) in response to the test signals are transferred to the shift register (20). The contents of the
shift register (20) are then serially shifted out of the device and may be compared with desired results in order to determine whether or not the chip
(10) is operating properly. The inclusion of the circuitry greatly reduces the number of pads (14) which must be contacted to test the chip (10).

Abstract (fr)
Une puce de circuit intégré VLSI (very large scale integration) (10) comprend un circuit de test formé dans la puce. Ce circuit de test comprend
un registre à décalage (20) comprenant une pluralité de bascules disposées à proximité des bornes d'entrée/sortie (14) de la puce (10). Un
circuit de commande (18) permet à des données de test d'être introduites de manière sérielle dans le registre à décalage (20) pour être ensuite
introduites à la fréquence d'horloge dans le circuit interne (12) de la puce (10) pour en vérifier le fonctionnement. Les signaux de sortie produits
par le circuit interne (12) en réponse aux signaux de test sont transférés dans le registre à décalage (20). Le contenu du registre à décalage
(20) est ensuite extrait du dispositif par décalage sériel et peut être comparé aux résultats désirés afin de déterminer si la puce (10) fonctionne
correctement. L'inclusion de ce circuit permet de réduire considérablement le nombre de bornes (14) qui doivent être mises en contact pour vérifier
le fonctionnement de la puce (10).
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